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Tester cyfrowych układów elektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest tester cyfrowych
układów elektronicznych stosowany* szczególnie w
systemach sterowania sekwencyjnego oraz central¬
nej rejestracji i przetwarzania danych.

Obecnie stosowane testery współdziałają z mini¬
komputerami o odpowiedniej konfiguracji adaptera,
urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniu umożli¬
wiającym generowanie funkcji wejściowych według
kombinacji wymaganej przez strukturę logiczną ba¬
danego układu. Jednocześnie na wyjściu układu ba¬
danego pojawia się .kombinacja logiczna odpowia¬
dająca danej kombinacji wejściowej. Minikomputer
lub dowolnej klasy sterownik ma w pamięci zapi¬
sane kombinacje wyjściowe odpowiadające danym
kombinacjom wejściowym. Sekwencyjne zmiany
kombinacji wejściowych powodują określone zmiany
wyjściowe. W wyniku porównania sygnałów wyjścio¬
wych z modułu, ze sygnałami poprawnymi, minikom¬
puter stwierdza czy wynik testu jest prawidłowy.

Znany jest również z polskiego zgłoszenia P.
197 380 sposób i urządzenie do wykrywania i loka¬
lizowania uszkodzeń w układach cyfrowych zawie¬
rające klawiaturę i wyświetlacz stanów logicznych
połączone z blokiem inicjująco-pamiętającym, któ¬
ry następnie łączy się dwukierunkowo z badanym
układem poprzez układ adaptera. Różnica w dzia¬
łaniu tego urządzenia w porównaniu z testerami
wykorzystującymi sprzęt minikomputerowy polega
na przejęciu funkcji sterowania testerem oraz funk¬
cji odczytu, poprzednio wykonywanych za pomocą
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minikomputera, przez odpowiednio przeszkolonego
operatora, co w. efekcie nie daje urządzenia o cha¬
rakterze automatycznym.

Wadą. testerów współdziałających z minikompu-
5 terami jest zastosowanie dużej ilości sprzętu 6 roz¬

budowanych układach oraz niemożliwość bezpo¬
średniej ingerencji i lokalizacji uszkodzeń w ele¬
mentach modułu. W wypadku stwierdzenia niepo-
prawności działania badanego modułu konieczne

10 jest przeniesienie go na odrębne stanowisko symu¬
lacji ręcznej i dalsze sprawdzenie uszkodzonego
elementu.

Ponadto programowanie systemu minikompute¬
rowego jest pracochłonne oraz wymaga znajomości

15 i kwalifikacji programisty. Natomiast sposób i urzią-
dzenie według zgłoszenia P. 197 380 jest mało
sprawne, zwłaszcza podczas wykrywania uszkodzeń
różnorakich uszkodzeń układów cyfrowych i każdo¬
razowo wymaga określenia, za pomocą klawiatury,

20 zestawu sygnałów pobudzających badany układ, co
z zasady wyklucza możliwość generowania sygna¬
łów o czasach rzeczywiście występujących w trak¬
cie pracy badanego układu. Dodatkowo urządzenie
wymaga podczas testowania ciągłej obserwacji

25 przez operatora a zatem nie jest urządzeniem auto¬
matycznym.

Rozwiązanie według- polskiego, zgłoszenia P.
190 175 zawiera generator sekwencji kombinacji
wejściowych, matrycę przełączającą oraz układ zli-

30 czający i wyświetlania wyniku.
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Rozwiązanie to nie daje możliwości sprawdzenia
odpowiedzi w dowolnym punkcie układu logicznego
lecz umożliwia jedynie obserwację stanów na wyj¬
ściach układu względnie elementu scalonego.

Innym znanym testerem jest próbnik nakładany
na badany element scalony według polskiego zgło¬
szenia P. 205 194, który ma generator impulsów te¬
stowych połączonych z pamięcią sprężoną ze wskaź¬
nikiem cyfrowym łączącym się z układem wyróż¬
niającym stany statyczne--* dynamiczne elementów
scalonych oraz ze wskaźnikiem sygnalizującym sta¬
ny logiczne badanych elementów.

Stwierdzenie poprawności pracy elementu scalo-
nejgó polega na porównaniu stanu wyjść na wy¬
świetlaczu ź prawidłową kombinacją określoną w
kitalogu badanego elementu. Za pomocą powyższe-
gb próbnika nie można jednak sprawdzić układów

Dotychczasowe urządzenie oparte na polskim opi¬
sie patentowym nr 91 864 wykorzystujące dwa prze-
rzutnik^ Schmitta do wykrywania stanów statycz¬
nych i trzy uniwibratory scalone do wykrywania
stanów dynamicznych, umożliwia testowanie wy¬
łącznie pojedynczych elementów scalonych.

Znany, z polskiego opisu patentowego nr 95 698,
analizator elementów, układów i struktur logicz¬
nych zawiera układ synchronizacji sumacyjnej za¬
pisu, układ bramkowania, blok sterowania, blok
pamięci, układ podstawy czasu, generator napięć
schodkowych, sumator oraz urządzenie do zobrazo¬
wania przebiegów.

Analizator ten umożliwia tylko obserwację prze¬
biegów czasowych na wyjściu badanego układu
i przedstawienie ich w oscyloskopie. Analiza prze-
iJtegów jest trudna i pracochłonna a biorąc pod
uwagę dużą, lecz ograniczoną, ilość sond potrzeb¬
nych do wprowadzenia sygnałów, jest nie przydatny
dla szybkiego i sprawnego testowania układów cy¬
frowych.

Z kolei znana jest konstrukcja przedstawiona w
polskim opisie patentowym nr 102 496 w skład któ¬
rej wchodzi generator impulsów prostokątnych łą¬
czący się, poprzez bramkujący układ, z licznikiem
a ten z blokiem ciągu, impulsów sprawdzających
oraz z blokiem wzorcowych ciągów impulsów wyj¬
ściowych. Oba bloki są połączone z blokiem wybie¬
rania, krory łączy się bezpośrednio i pośrednio, po¬
przez badany układ scalony, z układem porówna¬
nia a ten za pomocą układu sygnalizacji jest sprzę¬
żony z układem bramkującym.

W powyższym przyrządzie dla sprawdzenia po¬
prawności pracy cyfrowego elementu scalonego/ jest
niezbędny układ wzorcowy, który służy jako baza
porównawcza w stosunku do badanego elementu.

Wynalazek ma na celu szybkie, dokładne i szcze¬
gółowe zbadanie modułu oraz każdego elementu w
nim zawartego z możliwością sprawdzenia szerokie¬
go asortymentu cyfrowych układów elektronicznych
,w sposób nie wymagający wysoko kwalifikowanego
personelu w randze programisty elektronicznych
maszyn cyfrowych jak również pozwala na dokład¬
ne określenie miejsca uszkodzenia, jego naprawę
i ponowne sprawdzenie badanego układu bez ko¬
nieczności wyjmowania tego układu z testera.

Istota wynalazku polega na tym, że pierwszy

licznik o dowolnej ilości bitów, wyjściami łączy się
bezpośrednio — i pośrednio poprzez dekoder, z wej¬
ściowym łączem badanego układu, natomiast jego
wyjściowe łącze jest wyjściami połączone z wielo-

5 wyjściowym sumatorem, który za pomocą rozłącz¬
nej sondy jest łączone z drugim licznikiem.

Zaletą nowego rozwiązania jest nieskomplikowa¬
na budowa, szybkie, dokładne i szczegółowe spraw¬
dzenie każdego elementu elektronicznego układu

io cyfrowego w sposób automatyczny oraz uproszczo¬
ne programowanie. Ponadto rozwiązanie to cechuje
duży zbiór kombinacji sygnałów testujących o cza¬
sie trwania zbliżonym do rzeczywiście występują¬
cych w trakcie pracy elektronicznych układów cy-

15 frowyeh.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy¬
kładzie wykonania na rysunku, który przedstawia
schemat blokowy testera.

Rozwiązanie zawiera generator 1 połączony z licz-
20 nikiem 2, wyjściami łączącymi się bezpośrednio —

i pośrednio poprzez dekoder 3 z wejściowym łączem
4 badanego układu 5 a wyjściowe łącze 6 jest po-

• łączone z sumatorem 7, który za pomocą sondy 8
jest łączony z drugim licznikiem 9 sprzężonym z cy-

25 frowym wyświetlaczem 10. •
Działanie testera według wynalazku polega na

tym, że generator 1 wytwarza prostokątne impulsy
o częstotliwości wynikającej z granicznej częstotli-

30 wości pracy danego układu 5 badanego. Częstotli¬
wość impulsów może być regulowana. Impulsy z ge¬
neratora 1 są podawane na wejście licznika 2, któ¬
ry jest wielowyjściowym licznikiem binarnym. Z
wyjść licznika 2 sygnały są podawane na dekoder 3,

35 który dekoduje wprowadzoną informację na sygna¬
ły binarne. Na wejściowe łącze 4 badanego układu
5 są podawane kombinacje sygnałów cyfrowych
z dekodera 3 i"licznika 2. Kombinacje te są tak do¬
brane dla badanego układu 5, iż umożliwiają spraw-

40 dzenie poprawności jego pracy.
Oprogramowanie odpowiedniej sekwencji wej¬

ściowej dla danego modułu jest wykonywane za
pomocą zakodowania wejściowego łącza 4. Program
dla wejściowego łącza 4 jest wykonywany w opar-

45 ciu o wymaganą liczbę sygnałów oraz ich wzajem¬
ne uzależnienie czasowe. Oprogramowanie testera
należy tak wykonać żeby zagwarantować sprawdze¬
nie wszystkich funkcji badanego układu 5 przy czę¬
stotliwościach odpowiadających znamionowej czę-

50 stotliwości pracy lub przy częstotliwościach wyż¬
szych względnie —:. niższych. Wyjściowe łącze 6
także programowalne pod konkretnie badany układ
5 łączy się z sumatorem 7 z wyjść którego za po¬
mocą sondy 8 sygnały są podawane na licznik 9

55 zliczający impulsy. Sonda 8 jest również wykorzy¬
stywana dla wyszukiwania uszkodzonych miejsc
we wnętrzu struktury badanego układu 5 umożli¬
wiając bezpośredni dostęp do dowolnego jego punk¬
tu. Licznik.9 ma swoje wyjścia o takim kodzie, że

eo steruje cyfrowy wyświetlacz 10.

Jeżeli kod licznika 9 nie odpowiada kodowi wej¬
ściowemu wyświetlacza 10 to za pomocą zastoso¬
wania dekoderów przetwarzających odpowiednie
kody cyfrowe należy wyjścia licznika 9 dostosować

65 do wejść wyświetlacza 10.
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o dowolnej ilości bitów, wyjściami łączy się bez
pośrednio — i pośrednio poprzez dekoder (3) z wej¬
ściowym łączem (4) badanego układu (5), natomiast
jego wyjściowe łącze (6) jest wyjściami połączone
z wielowyjściowym sumatorem (7), który za pomo¬
cą rozłącznej sondy (8) jest łączony z drugim licz¬
nikiem (9).

Zastrzeżenia patentowe

Tester cyfrowych układów elektronicznych za¬
wierający generator impulsów połączony z pierw¬
szym licznikiem, dekoder oraz sumator a na wyj¬
ściu — drugi licznik sprzężony z cyfrowym wyświe¬
tlaczem, znamienny tym, że pierwszy licznik (2),
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